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Resumo

Uma colecdo de tecnologias aplicadas, em termos de produtos e processos, pode ser
recuperada pelas bases de patentes com cobertura mundial, que representam até 80% do
conhecimento em uma determinada area de conhecimento. Neste trabalho, documentos
de patente no grande tema de sensores e nanotecnologia foram obtidos via estratégia de
busca estruturada, e analisados com softwares bibliométricos. Os resultados representam
um panorama desta 4rea relativo a documentos de patentes.

Palavras-chave: andlise bibliométrica, documento de patente, estratégia de busca, propriedade

industrial

Introducio

Bases de patentes com indexagdo mundial de
documentos representam até 80% das tecnologias
(produtos e processos) em certa drea de
conhecimento. O monitoramento tecnoldgico de
pedidos de patente em tema de interesse possibilita
um mapeamento de competéncias (quem, o que,
quando e onde) e avanco do conhecimento em areas
tecnologicas com dedicagcdo em protecdo patentaria.
As bases de patentes mundiais, em conjunto com
outras ferramentas como estratégia de busca
estruturada e softwares bibliométricos sao utilizados
para a colecdo e tratamento deste tipo de dados, que
pode representar um grande volume de informacao.
O monitoramento tecnoldgico em grandes temas ou
areas de conhecimento proporciona a defini¢do ou
revisdo do estado atual da técnica em projetos de
pesquisa, desenvolvimento e inovagdo, permitindo a
busca por nichos em pesquisas mais especificas e
inovadoras. A anélise dos documentos de patente ¢
estratégica na decisdo de proteger tecnologias pelo
sistema patentario. Sdo outras vantagens da pratica
de monitoramento tecnolégico em bases de
patentes: reorientar pesquisas e corpo técnico no

caso de duplicidade de esforgos; decidir pela
protecdo patentaria de produtos e processos
originarios da pesquisa; evitar contrafacdo de
direitos de terceiros; explorar tecnologias em
dominio publico; conhecer inovagdes e tendéncias
de  competidores;  planejar  licenciamentos,
negociagdes, aquisicdo de tecnologias e parcerias
tecnologicas; identificar tendéncias em setores
tecnoldgicos especificos e de interesse publico como
base em politicas de planejamento [1]. O presente
trabalho foi dedicado ao monitoramento tecnolégico
em bases de patentes, como estratégia de
apresentagdo do estado da técnica e de gestdo de
resultados na area de conhecimento ampla de
nanotecnologia e sensores.

Materiais e métodos

A base de patentes Derwent Innovations Index (DII)
foi a fonte de documentos recuperados no estudo,
pelo fato de ter cobertura mundial e flexibilidade na
estruturagdo da busca. O objetivo estabelecido na
recuperacdo de documentos foi voltado ao tema
nanotecnologia e sensores. A estratégia de busca foi
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portanto ampla, com uso do campo toépicos, que
recupera documentos por palavras buscadas tanto
no titulo quanto no resumo da publicagdo. O
Wildcard * foi aplicado na recuperacdo de palavras
variantes como mesmo radical; tanto os
operadoradores and e or foram usados, para mesclar
estratégias de recuperacdo de resumos com ambas
as palavras, ou por alternativas, respectivamente. A
estratégia foi redigida em inglés como condicdo da
base, correspondendo a: ti=(nano* and sensor) and
ts=(bio* or immuno* or liquid or gas or
contaminant or agriculture or pecuary or pesticide
or food or sensorial or agribusiness or effluent or
tongue or nose or environment or sanitary or humic
or vapour or cultivar or antigen or antibody or crop
or humidity or coffee or organic or peptide or
agroindustry or biomolecules or enzyme or cattle or
volatile or oleaginous). Os documentos recuperados
foram publicados entre 1965 a 2011. A exportagdo
da informacdo contida nas publicac¢des foi feita por
arquivo txt, com todos os campos disponibilizados
pela base DII. O software bibliométrico Vantage
Point (VP), versdo 5.0 10506 (Search Technology,
Inc.) foi usado na avaliagdo da informagdo em
campos principais dos documentos de patente, como
o ano de prioridade ou primeiro deposito relativo a
tecnologia, o pais de depdsito, o nome do titular da
tecnologia e setores tecnolodgicos seguindo-se a
classificacdo internacional de patentes — CIP [2].
Planilhas do software bibliométrico foram
exportadas para o software Excel (Microsoft Office)
para a representacao grafica.

Resultados e discussao

Foram colecionados 692 documentos de patente no
assunto. Ha predominio de depésitos na Asia (Fig.
1), no entanto, o pais lider em depdsitos, em todo o
periodo do levantamento, ¢ os Estados Unidos da
América (Fig. 2), como demonstrado via
cruzamento de dados dos paises de prioridade (1°
deposito) versus o n° total de documentos ou
publicagdes de patentes recuperados. Portanto, os
EUA ¢ apontado como lider em criagdo destas
tecnologias e/ou lider de mercado para elas. Com os
dados da evolugdo de depdsitos de patentes (Fig. 3),
ao longo do periodo entre 1995 e 2008, observa-se
tendéncia de crescimento de esforcos em P&D no
assunto.
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Fig. 1. Numero de documentos por continente,
escritorios regionais e PCT.
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Fig. 2. Ordenag¢do dos dez paises com maior nlimero
de documentos de patente relativos ao estudo.
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Fig. 3. Evolucdo de depdsitos de patentes no

assunto, por ano (periodo: 1995 a 2008).

Com o ordenamento de titulares por maior nimero
de documentos de patente no periodo, e por ordem
decrescente (Tabela 1), verifica-se que institui¢des
asiaticas estdo entre as 7 primeiras posicdes,
confirmando o esfor¢o de P&D neste continente,
como demonstrado na Fig. 1.

Pela classificagdo internacional de patentes (CIP)
dos documentos colecionados, ¢ possibilitado
caracterizar os  setores  tecnolégicos  mais
empregados no desenvolvimento de produtos e
processos relativos a nanotecnologia e sensores. Na
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Fig. 4, ¢ apresentada a soma de documentos por
se¢oes da CIP empregadas. A secdo de fisica agrupa
o dobro de documentos da se¢do de quimica e

metalurgia (segunda se¢do mais usada no
ordenamento).
Ordem descrescente de titulares com maior n° de documentos n° de docs.
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Fig. 4. Numero de documentos por secdo da
Classificagdo Internacional de Patentes (CIP).

Conclusoes

O monitoramento tecnoldgico de documentos de
patente no tema nanotecnologia e sensores, com uso
de base mundial aliada a tratamento bibliométrico
em software especifico, permite:

caracterizar historicamente a protecdo do
conhecimento no tema, que demonstra tendéncia de
crescimento em P&D e prote¢do patentdria no
assunto,

- ordenar paises e institui¢des titulares com maior
numero de tecnologias protegidas pelo sistema
patentario, observada a estratégia de busca ampla do
presente trabalho;

descrever o0s setores tecnoldgicos mais
representantivos das tecnologias no assunto, via o
nimero de documentos por agrupamentos da
classificacdo internacional de patentes;

- ratificar o uso das ferramentas banco de dados
mundial de patentes e software bibliométrico como
promissoras na recuperacdo e analise de um grande

namero de documentos no intuito de caracterizar o

avanco da fronteira do conhecimento em
nanotecnologia e sensores.
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